MultimodeV AFM 간단 조작 순서


Base 상단 왼쪽에 위치한 mode switch로 contact(AFM), tapping(TMAFM) 등의 모드를 설정한다.


Scanner를 선택(A, E, or J)하고, base위에 설치(spring, connector)한다.

소프트웨어(Microscope/Select)에서 적당한 scanner parameter를 선택한다.


Sample을 metal disk위에 접착테이프를 이용해 붙인 후, scanner의 위에 올려놓는다.

올려놓기 전에 sample에 묻어있는 먼지 등을 제거한다.


Probe를 cantilever holder에 올려놓는다.  Holder를 optical head 안에 넣고, head 뒷면에 있는 나사(中)를 이용해 살짝 고정시킨다.

Tapping : Use and etched single crystal silicon probe(TESP,RTESP).

Contact : Use a silicon nitride probe(NP).



Lx, Ly 나사를 이용하여 laser를 cantilever의 선단에 정렬시킨다.

그 후, Head 뒷면에 있는 lever를 이용하여 mirror를 같이 조절하여

적당한 sum값을 갖도록 한다.

sum 값 : contact mode에서는 최대값(~8)


         tapping mode에서는 ~3 정도


Pz 나사(head의 상단면)를 이용하여 vertical difference를, P 나사(head의 뒷면)를 이용하여 horizontal difference 값을 조절한다.  Contact mode의 경우에는 각각 –0, 0 volt이고 Tapping의 경우에는 0, 0이다.

· 단, diff. 값 조절 시에는 mode switch를 모두 “contact(AFM)” 상태에서 행한다.


Base 상단 오른쪽 1개의 스위치를 이용하여 tip을 sample에 접근시킨다.  반시계방향(왼쪽방향)과 down은 “head”의 down을 의미한다.  즉, sample이 up되면서 tip과 가까워진다.  접근 할 때 Tip이 Sample에 닿아 부러지지 않게 CCD Monitor를 보면서 위치를 확인한다.

Start & End Frequency를 100, 500kHz로 하고 Target Amplitude를 500mV으로 한 후 Auto Tune을 시행한다.  두개의 곡선이 5% offset된 부근에서 부드러운 곡선을 이루면 OK.


· Scan Control Panel, 


Scan size : 보통 10µm

X and Y Offset : 0



Scan angle : 0 (“Friction” channel일 때는 90도)



Scan rate : 1Hz


Slow scan axis : enabled

· Feedback Control Panel, 

Tapping mode에서 integral gain ~0.5, proportional gain ~5
Contact mode에서 integral gain ~20, proportional gain ~30
Deflection Set : 1V
· Other Controls,

 보유한 Scanner에 S/N인지를 확인한다.

· Channel, 

contact mode일 때는 height/deflection, tapping mode일 때는 height/amplitude로 선택하면 좋다.



· Tapping : Select View/Scope Mode

Trace, Retrace line이 서로 잘 tracking 하고 있는지 Scope mode를 보면서 체크한다.  Setpoint값을 조절하여 tip에 가해지는 힘을 조절할 수 있다.  Setpoint값을 증가시키면 the tip lifts off the surface되어 Trace and Retrace line은 더 이상 tracking 하지 않는다.  값을 낮추면 다시 만나게 된다. Gain과 Scan Rate를 조절한다.
· Contact : Select View/Scope Mode

마찬가지로 tracking을 체크한다.  그러나, Tapping과는 반대로 Setpoint값을 증가시키면 sample에 가해지는 힘은 증가한다. 필요하다면, Gain과 Scan Rate를 조절한다.


· 주의사항

1. 시료가 움직이지 않도록 할 것.

2. 스캐너는 충격에 약하므로 신중히 다루고, 용액이 흐르면 Short되어 고장의 원인이 되므로 용액이 닿지 않도록 주의할 것.

3. 스캔범위 내에서 스캔을 할 것.  또한 장시간 offset 상태로 두면 스캔범위가 줄어드는 원인이 됨.

4. 스캐너 보호를 위해 컴퓨터를 먼저 켜고 나중에 controller 를 켤 것. 끌 때는 반대로 controller 먼저 끄고 컴퓨터를 나중에 끌 것. (컴퓨터의 on/off로 스캐너에 무리를 주지 않기 위함)

5. 연질시료의 경우 시료표면에 손상이 가지 않도록 주의할 것.

6. 액중 실험시 Fluid cell이 오염될 수 있으니 아세톤 등으로 세척하여 사용할 것.

7. 레이저를 직접 혹은 간접적으로 눈에 비추지 말 것.

8. Engage 할 때 Probe가 상하지 않게 팁을 시료에 근접시킬 것.

9. Z축으로 이동이 작으므로 가능한 시료표면을 평평하고 고르게 해야 할 것. 
(너무 거칠면 팁이 손상될 우려가 있음)

10. Tip, Scanner, Standard Sample 등은 건조기(Desicator) 안에 보관할 것.

11. AFM에 대한 교육을 받지 않고 장비 운영시 고장의 원인이 될 수 있으므로 장비 숙련자나 Tecsco에 문의 후 사용 할 것.
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6. Adjust Photodiode Signal








7. Tip-Sample Approach





8. Cantilever Tune (Tapping mode only)





9. Set Initial Scan Parameters





10. Engage





11. Adjust Scan Parameters





12. set Desired Scan Size, Scan Angle, and Offsets








